QUE ES EL PHYSICS BRIEFS?

El Physics Briefs es publica per a proveir als

fisics d'un accés facil i rapid a la literatura, en
tots els camps de la fisica i d'arees relacionades.

Conté 110.000 unitats informatives recollides anual-
ment en 2.700 revistes de fisica 1 relacionades amb
elles, aixi com també: tesis, patents i articles que
apareixen en llibres 1 en volums de Congressos. Fa un
particular émfasi en 1l'analisi exhaustiva de la litera-
tura de 1'Est d'Europa i de 1'Est D'Asia.

Tots els Abstracts sén publicats en anglés,
s'imprimeixen generalment, 2 o 3 mesos després de la:
publicacid del treball original tot depenent del pais
d'origen.

Mitjangant l'estreta cooperacidé de 1'American
Institute of Physics, els articles cientifics més
importants d'América estan disponibles pels subscrip-

tors . del . Physics Briefs, simultaniament a la seva

publicacid en les revistes primaries.

Juntament amb la forma impresa, el Physics Briefs

es pot consultar com a base de dades, mitjangant via
on-line. Aquest servei de cintes magnétiques segueix
les regles donades pel "International Nuclear Informa-
tion Service" (INIS) i del "International Atomic Energy

Agency" (IAEA).



* CLASSIFICACIG PER MATERIES

O- General; fisica matematica; técniques de mesures fisiques.
1- Fisica de particules elementals i czmps.

2- Fisica nuclear.

3- Fisica atdmica i molecular.

4- Rrees classiques de fencmenologia (incloses aplicacions)

5- Fluids, plasmes i descarregues eléctriques.

6- Matéria condensada: estructura, mecznica i propietats tecniques.

7- Matéria condensada: estructura electrdnica, electricitat, magnetisme
i propietats optiques.

8- Interrelacid de disciplines fisiques i Zrees relacionades de ciéncia
i tecnologie.

9- Geofisica, astronomia i astrofisica.

EXEMPLE

Tots els abstracts publicats en el Physics Briefs tenen la mateixa forma
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An electron microscope system is descrited in which a Stereoscopic image
(:)—\m[ormauon System with optical wedges & used. The system & intended for

obtaining a three-dimensional image of the test object and ; i
color—coded  three—dimensional imaic. : vyt A g
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